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【実験】QDには CdSe/ZnS（発光波長 605 nm）を用い，ガラス基板上にスピンコートし測定用
試料とした。AgTip は，シリコン製 AFM カンチレバーに銀をスパッタすることにより作製した。
測定は以下の手順で行った。AFM を組み込んだ共焦点顕微鏡にピコ秒パルスレーザー光（波長
405，465 nm）を入射し，まずレーザー光と AgTip をカップルさせた。その後，試料をスキャン
することにより，AFM 像と蛍光像の同時測定を行った。測定した AFM 像から単一 QD を選択
し，AgTip を任意の距離に近づけ，その距離に依存した単一 QDの蛍光強度の時間変化，蛍光減
衰曲線，光子相関ヒストグラムを測定した。レーザー光はラジアル偏光にした後，高開口数を対
物レンズで集光することで z 偏光とした。 






【結果と考察】AgTip を単一 QDに任意の距離近づけ，その距離に応じた単一 QDの発光挙動を
図 2 に示す。405 nm 励起(a-l)では，単一 QD-AgTip 間距離が短くなるほど，近づける前(a, e, i)に
比べて蛍光強度は減少し(b, c)，蛍光寿命の短寿命化(j, k)を伴い単一光子発光から多光子発光へ
と変化した(f, g)。405 nm 励起の場合，AgTip の局在表面プラズモン(LSP)は励起されないため，
この発光挙動変化は AgTip による励起子の無輻射過程の増強に起因していると考えられる。一
方，465 nm 励起(m-x)では，AgTip を単一 QDに近づけると，蛍光寿命や光子統計は 405 nm 励起
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図 2 単一 QD-AgTip 間距離に依存した単一 QDの蛍光強度の時間変化 (a-d, m-p) , 光子相
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